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Экзаменационные билеты. 
Билет № 1 
1. Определение «нанокристаллов», «нанопорошков». Перечень направлений 
исследований и потенциальных приложений нанотехнологий.  
2. Особенности дифракционных методов исследования мелкодисперсных 
объектов. 
Билет № 2 
1. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей. 
2. Вывод интерференционного уравнения Лауэ. 
Билет № 3 
1. Факторы интенсивности дифрагированных лучей. 
2. Вывод зависимости полуширины линии от мелкодисперсности (формула 
Шеррера-Селякова) и относительной деформации. 
Билет № 4 
1. Нахождение величины относительной среднеквадратичной деформации и   
размеров областей когерентного рассеяния наноматериалов методом  
Стокса. 
3. Сравнительный анализ рентгенографических и нейтронографических 
 методов исследования. 
Билет № 5 
1. Основные положения нейтронографии. 
2. Влияние размеров кристаллитов на ширину дифракционных максимумов. 
Билет № 6 
1. Выбор интервала разбиения в методе гармонического анализа. 
2. Определение формы и размеров кристаллитов методом Фурье анализа. 
Билет № 7 
1. Влияние формы и размеров узла обратной решетки на размытие 
дифракционных максимумов. 
2. Определение толщины слоев в многослойных материалах. 
 
Билет № 8 
1. Общая характеристика программы FullProf. Ее характерные особенности. 
2. Связь между интегральными полуширинами дифракционных максимумов 
нанокристаллического образца и эталона. 
Билет № 9 
1. Метод полнопрофильного анализа 
2. Рассеяние поляризованных нейтронов в случае M||H. Пример 
рефлектометрии железной тонкой плёнки. 
Билет № 10 
1. Описание форм и ширины пика в методе Ритвельда. 
2. Нейтронная рефлектометрия магнитных систем. Потенциал 
взаимодействия. Возможные случаи рассеяния нейтронов от магнитного 
слоя во внешнем магнитном поле.  
Билет № 11 
1. Структурный фактор для кристаллической и магнитной ячеек 
2. Метод вычисления, факторы сходимости. 
Билет № 12 
1. Параметры метода наименьших квадратов, используемых в программе 
FullProf.  
2. Нейтрон. Классификация нейтронов по энергиям. Применение нейтронов 
для исследования структурных особенностей материалов. 
Билет № 13 
1. Рассеяние нейтронов. Дифференциальное сечение рассеяния. Дважды 
дифференциальное сечение рассеяния. Виды магнитное и немагнитное 
рассеяние. 
2. Возникновение малоуглового рассеяния. 
Билет № 14 
1. МУРН на монодисперсной системе. Геометрические и весовые 
инварианты. 
2. Определение размеров области когерентного рассеяния наноматериалов 
методом гармонического анализа. 
Билет № 15 
1. МУРН на разбавленном растворе. 
2. Определение относительной деформации нанокристаллитов методом 
гармонического анализа. 
Билет № 16 
1. МУРН на фрактальных объектах. Пример исследования 
нанокристаллических частиц с фрактальной поверхностью. 
2. Особенности структуры нанокристаллов. 
Билет № 17 
1. МУРН на магнитных материалах. Пример применения МУРН для 
исследования магнитомягкого нанокомпозита Fe89Zr7B3Cu1. 
2. Нейтронная рефлектометрия. Принципы нейтронной рефлектометрии. 
Билет № 18 
1. Нейтронная рефлектометрия на немагнитных системах. Оптический 
подход. 
2. Определение величины микронапряжений нанокристаллитов методом 
полнопрофильного анализа. 
Билет № 19 
1. Нейтронная рефлектометрия тонкой плёнки и двухслойной тонкой 
плёнки. 
2. Определение величины мелкодисперсности нанокристаллитов методом 
полнопрофильного анализа. 
Билет № 20 
1. Нейтронная рефлектометрия на немагнитных системах. Полное 
отражение. Отражение от однородной среды. 
2. Связь формы и размеров нанокристаллитов с размерами узлов обратной 
решетки. Их влияние на размытие дифракционных максимумов. 
